Signatair EA MLA
Cesky institut pro akreditaci, o.p.s.
Hajkova 2747/22, Zizkov, 130 00 Praha 3

vydava

v souladu s § 16 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon,
ve znéni pozdéjsich predpist

OSVEDCENI O AKREDITACI

¢. 346/2025

Mitutoyo Cesko s.r.o.
se sidlem Dubska 1635, 415 01 Teplice
ICO 25458400

pro kalibra¢ni laboratort ¢. 2390
Kalibrac¢ni laboratof

Rozsah udélené akreditace:

Kalibrace métidel v oboru délka a rovinny thel, vymezené prilohou tohoto osvédéeni.

Toto osvédceni je dokladem o udéleni akreditace na zakladé posouzeni splnéni akreditacnich pozadavki podle

CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzovani shody je pti své Cinnosti opravnén odkazovat se na toto osvédceni v rozsahu udélené akreditace po dobu
jeji platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditaéni pozadavky v souladu
s pfislusnymi predpisy vztahujicimi se k ¢innosti akreditovaného subjektu posuzovani shody.

Toto osvédceni o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvédéeni ¢.: 302/2025 zde dne 23. 6. 2025, popiipadé spravni akty
na né navazujici.

Udéleni akreditace je platné do 21. 11. 2029

V Praze dne 9. 7. 2025 VZ. Gor ,P,etro_slan
- Digitalni podpis:
- 09.07.2025 15:11:41
Ing. Jan Velisek
feditel odboru zku$ebnich

a kalibra¢nich laboratofi
Cesky institut pro akreditaci, 0.p.s.



https://www.cai.cz/?page_id=19761

Priloha je nedilnou soucasti
osvédcéeni o akreditaci ¢.: 346/2025 ze dne: 9. 7. 2025

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Mitutoyo Cesko s.r.o.

objekt ¢islo 2390, Kalibra¢ni laboratot

Dubska 1635, 415 01 Teplice

CMC pro obor mérené veli¢iny: Délka
Pof. | Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét Jmenovity rozsah Parametr(y) Ne!'flviiﬁ'udz'f_vané I . Identifikace kalibra¢niho |Praco-
dislo! kalibrace P . méf¥. veli¢iny rozsifena nejistota Princip kalibrace postupu?® visté
min jedn. max jedn. méieni?
1* |Soufadnicové méfici stroje MCZ-PI-KL_SD15_KP01
(CMM) (CSN EN ISO 10360-2,
CSN EN ISO 10360-5)
Prostorova délka 0m az S5m (0,3L+0,1) pm Meéfeni laserovym interferometrem
Chyba snimaciho systému -lmm az 1 mm 0,2 pm Me¢feni referenéni kouli
2* |Soufadnicové méfici stroje MCZ-PI-KL _SD15 KP06
vybavené kamerovym systémem
(VMM) 0m az I m (2,4L+ 0,2) um Meéteni pomoci sklenéného méritka
osa X, Y] 0Om az 1 m (2,4L+ 0,2) pm Meéfteni pomoci sklenéného méfitka
osaZ 0 m az  03m (3,1IL+0,3) pm Meéfteni pomoci koncovych mérek
3* |Pfistroje na méfeni drsnosti MCZ-PI-KL_SD15_KP02
povrchu (CSN ENISO 3274,
CSN EN ISO 12179)
Ra 0,1 um az 50 um 3.4 % Porovnani s etalonem drsnosti
Rz | 0,0l pm az 50 um 2,4 %
Rsm 0,1 um az 400 um 0,6 %
Chyba méfeni linearity | -400 um  az 400 pum 4 pum Mg¢feni etalonem linearity UDT
Chyba méfeni ptimosti -15 pm 15 um 0,06 um Me¢feni etalonem optické roviny
4* |Pfistroje na méteni profilu MCZ-PI-KL_SD15_KP02
povrchu (CSN ENISO 3274,
CSN EN ISO 12179)
osaX,Y Omm az 200 mm (0,3L + 0,2) pm Meéfeni laserovym interferometrem
osaZ Omm az 60 mm (0,3L+ 0,2 um Meéteni pomoci koncovych mérek
Chyba pfi méfeni pfimosti -15 pm 15 um 0,06 um Mg¢feni etalonem optické roviny
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédcéeni o akreditaci ¢.: 346/2025 ze dne: 9. 7. 2025

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Mitutoyo Cesko s.r.o.

objekt ¢islo 2390, Kalibra¢ni laboratot

Dubska 1635, 415 01 Teplice

Nejnizs$i udavana

Poi. | Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét Jmenovity rozsah Parametr(y) M - . Identifikace kalibra¢niho  |Praco-
islo! kalibrace min jedn.  max jedn.| MEF- velitiny rosirers nejistota Princip kalibrace postupu’ Vit
5* |Profil projektory Omm az 200 mm (89L + 1,2) um Meéteni pomoci sklenéného méfitka |[MCZ-PI-KL SD15 KP03
Rovnobéznost Pxy | -200 um 200 pm I pum
Pozice nitkového kiize Ecy | -200 pm 200 pm 4 pum
Chyba zvétseni -1% 1% 0,01 % (abs.)
Mg¢tici mikroskopy Omm az 400 mm (8,9L + 1,2) um
Rovnobéznost Pxy | -200 um 200 pm I pum
6* |1D méfici pfistroje (vySkoméry) 0 m az I m (0,23L +0,05) pm Mgfeni laserovym interferometrem |MCZ-PI-KL SD15 KP04
7* |Kruhoméry MCZ-PI-KL SD15 KP05
Chyba méfeni linearity snimaée | -400 um  az 400 pm 4 um Mg¢feni etalonem linearity UDT
Axialni hazeni vietena | -200 um  az 200 pum 0,02 pm Meéfeni referencni polokouli
Radialni hazeni vietena | -200 pm  az 200 pm 0,04 pm Meéfeni referencni polokouli
Valcovitost Oum az 200 um 1,8 pm Me¢feni referenénim valcem

V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznaceny hvézdickou.

bez jednotky jsou relativni viici méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedené vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace muze byt vyssi v

zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahi plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentu identifikujicich kalibrani postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumenti identifikujicich kalibraéni postupy se pouZziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(v€etné vSech zmén).

Vysvétlivky:

L

- délka vyjadiena v metrech
Rovnobéznost Pxy - rovnobéznost kiizového stolu s nitkovym kiizem Pxy
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor mérené veli¢iny:

Rovinny uhel

Priloha je nedilnou soucasti
osvédcéeni o akreditaci ¢.: 346/2025 ze dne: 9. 7. 2025

Mitutoyo Cesko s.r.o.
objekt ¢islo 2390, Kalibra¢ni laboratot

Dubska 1635, 415 01 Teplice

Jmenovity rozsah

Nejnizsi udavana

Por. Kalibrovana veli¢ina / PFfedmét Parametr(y) rozSiFena neiistota Princip kalibrace Identifikace kalibra¢niho |Praco-
Cislo! kalibrace min jedn. max  jedn. mér. veli¢iny méf‘enijz P postupu?® visté
1* Chyba méteni uhlu v roviné XZ / Meéfteni uhlové mérky 135° MCZ-PI-KL _SD15 KP02
fistroje na méfeni profilu ,
Pfistroj éfeni profil CSN EN ISO 3274
povrchu 135° 0,0034° CSN EN ISO 12179)
2% Chyba méteni tuhlu / Meéteni polohy sklenéného métitka MCZ-PI-KL _SD15 KP03
Profilprojektory 360 ° 0,5 oto¢enim matnice o 360°
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V ptipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u poradového ¢isla oznaceny hvézdickou.

Rozsitena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejnizs§i hodnotou ptislu$né nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mtize byt vyssi v
zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahi plati vzdy niz§i hodnota nejistoty.
U datovanych dokument identifikujicich kalibraéni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumenti identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(vCetné vSech zmén).
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